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uygulaymz.

www.reelektronik.com

www.reelektronik.com Sayfa 1



Bu kitapta iki model EFL VI Tester cihazimizin kullanimi anlatilmigtir. Cihazlarin tus takimi
ve empedans egrileri aynidir. Aralarindaki tek fark ekrandir. EFL VI Tester-Scobe modeli
ekran olarak osiloskop ekranini kullanmaktadir. EFL VI Tester-TFT cihazinin iizerinde kendi
renkli TFT ekran1 bulunmaktadir. TFT ekranda VI egrileri analog osiloskop hiz1 ile ayn1 hizda
ve anlik meydana gelmektedir. EFLVI Tester-Scobe cihazinin analog osiloskop ile
kullanilmas: tavsiye edilir. Dijital osiloskoplarda goriintii gecikmeli olugmaktadir.

Onemli Notlar ! N

1) Test edilen karttaki kondansatorleri desarj etmeden ve kartin enerjisini kesmeden asla
teste baslamayiniz,.

2) ESD bilekliginizi ¢calisirken, cihazin ESD soketine ve bileginize takiniz. (ESD soketi
cihazin gii¢ fisinin takili oldugu priz topragina baghdrr. Fisinizin topragini (gnd) liitfen test
ediniz. Elektronikte ariza bulma giderme teknikleri-1 kitabimizin 2. Béliimiinde
anlanlmigtir. Kaliteli bir topraklamaniz yok ise, ESD ve harmonik etkilerden dolayt
cihazlariniz ve elektronik malzemeleriniz zarar gorebilir.

3) Cihaz kalibrasyon gerektirmez.

4) Cihaz temizliginde, enerjiyi kestikten sonra hafif nemli bez ile silebilirsiniz.

5) Sebeke gerilim dalgalanma veya harmoniklerinin fazla oldugu bolgelerde, online UPS
kullanmanizi oneririz. Cihaz giicii 10 Watt’ tir. Kullanmadiginiz zamanlarda cihazinizi
kapatiniz.

6) Cihazinuz iiretim hatalarindan kaynaklanabilecek problemlerden dolay: 3 yil garantimiz

altindadwr. Kullanici hatalari ve yukaridaki uyarilara uyulmamast halinde garanti dist
kalir.
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1. EFL VI TESTER CIiHAZI - TUS TAKIMI

Tiim elektronik malzemelerin testlerini empedans egrileri yardimi ile yapan test cihazidir.
Ayni1 anda arizali iki kart1 karsilastirarak test edebilir veya sadece arizali kartta ariza
belirleyebilir. Sinifinin en kolay kullanish, kaliteli ve dayanikli olanidir. Resim1.’de
goriilmektedir.

Resim 1. EFLVI Tester-TFT cihazi gorindmdi.

Cihaz butonlariin hepsi basmali (push) butondur. Cihaz ARM mimarili mikrodenetleyicili
kontrol {initesine sahiptir. Yeni nesil yiiksek ¢oziintirliiklii ve uzun émiirlii TFT ekranlidir.
Cihaz 6n panelindeki tus takimi iki modelde de aynidir. Cihaz izerindeki butonlar ve
fonksiyonlar1 agsagidadir.

] <> : Empedans egrilerinin yatayda ve diiseyde kaydirilmasini saglar. iki kanal ayn1 anda
kullanilirken sadece ‘A’ kanali hareket eder. Istenildiginde ‘A ve B’ kanali tam iist iiste
getirilerek calisilabilir. Onerimiz miimkiin oldugu kadar egrileri birbirlerine yaklastirarak
calismanizdir.

RANGES; test esnasinda uygulanan gerilim kademeleridir. Bu test kademeleri, on binlerce
malzeme testleri sonucu, en iyi elektronik malzeme arizalarini belirleyen gerilim-akim
degerleri tespit edilerek olugsmustur. Elektronik malzemeler test edilirken bu test
kademelerinin hepsi kullanilmalidir. Karsilastirma testi esnasinda bu test kademelerinden
birinde fark yakalanmis ise elektronik malzeme arizalidir. Test kademeleri akim-gerilim
degerleri asagida verilmistir.

LOGIC; 10V, 10 mA.
LOW ; 10V, 100 mA.
MED ;20 V, 5 mA.

HIGH ; 50 V, 0,5 mA.

LOCK (Lock Ranges); istenilmeyen test kademelerinin iptal edilmesini, kilitlenmesini
saglar. Bu islemi yapmak icin butona basilir ve basili tutulur. Daha sonra diger elimiz ile
kullanmak istedigimiz kademelerin ledlerin 1s1iklar1 yakilir ve se¢im yaptiktan sonra LOCK’R
butonu birakilir. Cycle yaptiginizda sadece segtiginiz kademelerdeki egriler goriiliir.
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CYCLE; test kademlerinin otomatik olarak taranmasini saglar. LOCK butonu dncesinde
kullanilmis ise se¢ilen test kademelerini kullanir. Tiim elektronik malzeme testlerinde bu
fonksiyonun kullanilarak, elektronik malzemenin tiim test kademelerinde 6l¢timii
yapilmalidir.

CYCLE SPEED; CYCLE hizin ayarlar.

FREQ (Frequency); normal test frekans1 120 Hz dir. Bu buton kullanildiginda 2000 Hz.
frekansina gegilir. Empedans degeri frekans ile degisen malzemelerin daha kolay test
edilmesini saglar. Bu 6zellik kondansator ve bobinler i¢in kullanilir.

A (Kanal A); A kanalidir.

B (Kanal B); B kanalidir.

COM (Common); referans baglantisidir. A ve B kanal1 i¢in de ortak referans ucudur.
Genellikle elektronik kartin karsilastirma testinde GND (toprak) noktasina mikro test klipsi ile
irtibatlanarak test yapilir. Ornegin dijital entegre testlerinde GND, analog entegre testlerinde

—Vcce veya AGND kullanilir.

A/B; A ve B kanalinin ayni anda kullanilmasini saglar. Tek kanal kullaniliyorsa sadece A
kanali aktiftir.

ESD; Cihaz ile birlikte verilen ESD bilekligin takildig: sokettir.

2. EFL VI TESTER - SCOBE CiHAZ BAGLANTILARININ YAPILMASI

Resim 2. EFLVI Tester-Scobe cihazi gordindmdi.

EFL VI Tester-Scobe cihazi ile osiloskop cihazinin baglantilarinin yapilmasi asagida sirayla
anlatilmaktadir.

1) Resim 2.’de goriilen EFLVI Tester-Scobe cihazimiz ile birlikte gelen BNC
konnektorlii iki kabloyu; cihaz ve osiloskop kanallarinin {izerinde yazan CH-1 ve CH-
2 uglarma baglaymiz. Egriler hizli olustugu i¢in analog scobe tavsiye ederiz.

2) Osiloskobunuzu ‘X-Y’ ¢calisma moduna aliniz. Bu mod bazi osiloskoplarda time/div
ayarmin sonunda bulunmaktadir. Eger osiloskop cihazinizda ‘X-Y’ ¢alisma modu yok
ise cihazimiz ile ¢alisilmaz. ‘X-Y’ ¢alisma modu olan osiloskoplarda CH1 yaninda X,
CH2 yaninda ise Y harfi bulunur, analog osiloskoplarda genellikle bu 6zellik
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bulunmaktadir. ‘X-Y’ ¢alisma moduna osiloskobunuz gegtiginde, ortada bir nokta
goriiliir.

3) Osiloskobun her iki kanalinin volt/div ayarin1 ‘1° konumuna getiriniz. Her kanali da
‘DC’ ¢alisma moduna aliniz.

4) Hem cihaz, hem de osiloskobunuzu ¢alistiriniz.

5) Yatay sekilde iki adet (kanal A ve B) ¢izgi osiloskop ekraninda goriilecektir. Bu
cizgiler yatayda degil de diiseyde meydana gelmis ise, CH1 ve CH2 yanlis takilmistir.
Liitfen diizeltiniz. Cihazin A/B butonuna basarak sadece A kanalin1 aginiz. Yatay ¢izgi
osiloskobun yatay ¢izgisine tam paralel degil ise, egiklik var ise, osiloskobun
iizerindeki ‘trace rotation’ kismindan diiz tornavida ile tam birbirlerine paralel
olmasini saglaymiz. Bu islem bir defaya mahsus yapildiktan sonra artik ayar
gerektirmez.

6) Inten (intensity) kismindan ekran parlakligin1 ayarlayiniz. Egrilerin rahat goriildiigli en
az 151k seviyesini kullanmaniz, osiloskop ekran dmriinii uzatacaktir. Focus kismindan
ise goriintli netligini ayarlayiniz.

7) Yatay konumdaki ¢izginin osiloskop iizerinde toplamda 8 kare, proplar1 kisa devre
ettiginizde ise diiseydeki ¢izginin toplamda 6 kare olmasini saglayiniz. Bunu yatay
icin X yani CH1 volt/div komiitatoriinii, diisey icin ise Y yani CH2 volt/div
komiitatoriinii oynayarak yapiniz. Komiitatorlerin hassas ayar potlarini da uygun
biiyiikliiklere cizgiler gelene kadar ayarlayiniz.

8) Bu yapilan ayarlar sadece goriintiiniin diizglin goriilmesini saglar. Cihazin testini
etkilemez. Bu ayarlar1 yaptiktan sonra tiim islemler EFL VI Tester-Scobe cihazi
iizerinden yapilir. Osiloskop sadece ekran gorevi gorecektir. Bir defaya mahsus
yapilan Osiloskop ayarlarinin degistirilmemesi Onerilir.
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3. EMPEDANS EGRILERI iLE ELEKTRONIK MALZEMELERIN TEST
EDILMELERI

Diinyada elektronik kart tamiri ve malzeme test konusunda en fazla tercih edilen test cihazlari
empedans test cihazlaridir. Ohm kanunundan bilindigi gibi Voltaj / Akim orani, direnci verir.
Kondansator ve bobin gibi direng degeri frekansa gore degisen elektronik malzemeler direng
kavramina dahil edilirse, genel ismi ‘empedans’ olur.

Empedans egrileri ile ariza belirlemeye akademik yaklagim sudur; ‘bir elektronik
malzemenin empedans karakteristigi bozulmusg ise malzeme bozulmugtur’. Ulkemizde
iiretilen ilk TFT ekranli VI test cihazi olan EFL VI Tester-TFT Resim 3’de goriilmektedir.
Cihazimiz saglamlig, kalitesi, VI test i¢in yeterli teknik 6zelikleri, hizi, ekonomik olmas1 ve
kolay kullanisli olmasi agisindan siifinda liderdir.

ELECTRONIC FALILT LOCATOR
EFLVITester-TFT

Resim 3. EFL VI Tester-TFT cihazi gordntisu.

Empedans test yerine, Voltaj/Akim oranina kisaca VI da denir. Baz1 kaynaklarda; Empedans
test, ASA (Analog Signature Analyse- Analog Sinyal Analizi) testi de denir, hepsi aynidir.
Kitapg¢igimizda bundan sonra VI test ifadesini kullanacagiz.

En temel VI egrileri Sekil 1’de verilmektedir. Bu VI egrilerinde; yatay eksen gerilim, diisey
eksen ise akim eksenidir.
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Saglam diren¢ empedans egrisi Saglam diyot empedans egrisi

—

Saglam zener diyot t!:mpedans egrisi Saglam kondansatdr empedans egrisi

Sekil 1. Temel VI egrileri.

Kondansator ve bobin egrileri elips seklindedir. Ekranin orta merkezine gore simetriktir.
Bobinin i¢ direnci oldugundan elips diisey diizlemde biraz yatik olusur. Sekildeki VI egrileri
devre disinda goriilen egrilerdir. Bu temel egriler bir cok malzeme testinde goriilmektedir.
Kitapgigin ekinde bazi elektronik malzemelerin VI egrileri verilmistir. Devre disinda
saniyeler seviyesinde elektronik malzemeler VI testi ile dl¢iilebilmektedir.

Dijital ve Analog entegrelerin (IC) tiim bacaklarinda Sekil 2.’de goriildiigii gibi koruma
maksatl diyot yapilar bulunur.

vee, [ e
D1 X L or & U
3 oDy [

D2 X

GNO_ ‘.'Nz[:_l_‘—IJ

Sekil 2. IC pinlerindeki koruma diyot yapilari.

Bu koruma diyot yapilar1 her malzeme pininde Sekil 2.’de goriildiigii gibi, GND ve Vcc ye
irtibatlidirlar.  Sagdaki sekilde bir dijital entegre (IC) igerisinde, soldaki sekilde ise
biiytitiilmiis sekli goriilmektedir. Bu yap1 bazen zener diyot, bazen normal 1N4001 gibi bir
diyot VI egrisi seklinde ol¢iiliir. Bu koruma diyot yapis1 VI egrisinde bir bozulma var ise,
entegre (IC) bozulmustur. Diyot koruma yapilar1 IC pinlerinin hepsinde ayn1 VI egrisini
gostermeyebilirler. Ornegin giris (input) veya ¢ikis (output) pinleri VI egrileri kendi
aralarinda farkli olabilir.

Tim IC’ leri VI testi ile test etmek i¢in degismez bir test mantig1 vardir; aynu isi yapan pinler
besleme veya toprak referansina gore ayni empedans egrisini verirler. Bu mantik ile tiim
entegreler (IC) saniyeler seviyesinde test edilebilmektedir.

Ornegin ULN2003 “iin ¢1kis pinlerinde GND referansina gore goriilen diyot VI egrileri ayni
olmalidir. VI egrilerinden birinde ¢ok az fark olusturuyorsa (devre disinda) arizalidir. Dijital
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entegrelerde de bu test mantig1 kullanilir. Kisaca entegrenin ayni islevi yapan bacaklar
(pinleri) kendi aralarinda karsilastirilarak kolayca VI testi yapilabilir.

Analog bir entegrenin VI egrileri ile testine 6rnek olarak, elektronik kartlarda ¢ok karsilagilan
TLO084 entegresini test edelim. Oncelikle internet ortaminda arastirma yapip datasheet.pdf
(teknik verileri)‘i bulunur. TLO84 icerisinde 4 adet opamp bulunan bir entegredir. Teknik
verileri sayfasindan bacak isimleri (pinout) bulunur. Pinout gosterimlerinde ‘NC’ bacaklari
‘none connect’ yani baglantisi olmayan pinlerdir. Sekil 3.’de goriilmektedir.

TLO84, TLO84A, TLOB4B
D, J, N, PW, OR W PACKAGE

(TOP VIEW)

1ouT [] 1 Yot g ] a0UT 1IN+ gl 4N+
N- 2 13l anc NG NG
1IN+ [} 3 12[] 4N+ Vee+ Vee—
Vee+ [ 4 1l Vee- He g
21N+[: 5 1[)]3|N+ 2IN+ 4[] 3IN+
2IN-[] 6 gf] 3IN-

20UT [} 7 g[] souT

NC — No internal connection

Sekil 3. TLO84 bacak isimleri (pinout)

VI testinde, test edilecek entegre ile ilgili detayl1 bilgi seviyesine gerek yoktur. EFLVI Tester
cihazinin siyah test probunu —Vce (11 nolu bacak) ‘ye mikro test klipsi yardimiyla irtibatlanir.
Analog entegrelerde —Vcc, dijital entegrelerde GND referans olarak alinir. Ayni isi yapan
bacaklara sirayla dokunur ve egrilerinin ayni oldugunu dlgiiliir. Ornegimizde éncelikle IN
(giris) bacaklarindaki egrileri gézlemleyelim. TL084 entegresinde —Vcc referansina gore, + ve
— IN (giris) bacaklarinin kendi aralarindaki egrilerinin ayn1 oldugu gézlenmistir. IN VI
egrileri Sekil 4. *de gorilmektedir.

f ] h____J
1IN 2 IN
i - | , lﬁ ~
I
3IN 4 IN

Sekil 4. TLO84 IN pinleri VI egrileri (high kademesr).
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1 OUT 20UT

30UT 4 OUT
Sekil 5. TLO84 OUT pinleri VI edrileri (logic kademesi).
Sekil 5. de ise OUT bacaklarinin —Vcc referansina gore hepsinin ayni1 VI egrilerini gosterdigi
test edilmistir. Yani TLO84 entegresinin saglam oldugunu test edilmistir. Eger egrilerden bir

pindeki digerlerine gore farkli olsaydi TLO84 arizalidir denilecekti.

Devre igerisinde TL0O84 ’{in +Vcc ve —Vcce bacaklarinda goriilen VI egrisi Sekil 6.’da
goriilmektedir.

—
— —

Sekil 6. TLO84Tin —Vcc ile +Vcc arasindaki devre ici VI egrisi (low kademesi).

Sekil 6.°da goriilen VI egrisine bakildiginda, kapasite (halka) ve yari iletken (zener diyota
benzer) malzemelerin birlesimi egrisi goriiliir. Vcc — GND arasi veya +Vcc, -Vece arasinda
tiim elektronik kartlarda halkali benzer yapilar goriiliir. Egri kisa devre seklinde goriiliiyor ise
kart tamirine baslamadan 6nce kisa devre olan malzeme arizasi giderilmelidir. LCR metre ile
kisa devre arizasini giderme konusu Elektronikte Ariza Bulma ve Giderme Teknikleri-1
kitabinin ilgili yerinde anlatilmistir. Bu kitap cihaz ile hediye edilmektedir.
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4. IKi ELEKTRONIK ARIZALI KARTI KARSILASTIRARAK ARIZANIN
BELIiRLENMESI

Elektronik kart tamirinde en ¢ok kullanilan metottur. Elektronik bir karttaki arizali malzeme
%095 seviyesinde sadece VI egrileri ile tespit edilebilir. EFL VI Tester —TFT cihazim
kullanarak bu konuda uygulama ve test 6rnekleri Elektronik Devrelerde Ariza Bulma ve
Giderme Teknikleri 1 ve 2 kitaplarimizda verilmistir. Saglam ve arizali veya iki arizali karti
hizl karsilagtirarak arizali malzemenin bulundugu nokta (diigiim noktasi) kolayca
belirlenebilir. Genellikle iki arizali elektronik kart karsilastirilarak her ikisinin de iizerindeki
arizali malzemeler tespit edilebilmektedir. Arizali malzemeler bozulduklarinda ayn1 VI
egrilerini gostermediklerinden VI egrilerinde kolayca bu farklar yakalanabilmektedir. Soguk
lehim ve iletkenlik problemleri de VI karsilastirma testinde belirlenebilmektedir. VI
karsilagtirma testlerini basarili yapabilmek icin, baglant1 sekli ve dikkat edilecek kurallar
asagida verilmistir.

e FElektronik kartlar birebir ayni olmalidir, modifikasyon veya hardware version
farklilig1 olmamalidir.

e FElektronik kart {lizerindeki potansiyometre ve jumper gibi ayarlar ayni konumda
olmalidir.

e Elektronik kartlarda enerji olmamalidir. Elektronik karttaki kondansatorlerin desarj
edilmesi gerekir. Aksi halde VI test cihazi zarar goriir.

e Besleme ve toprak kisa devre edilir ise, ayn1 anda her iki tarafa gore egriler
karsilastirilacagindan VI farkin1 bulmak kolaylasacaktir. Bdylelikle istenmeyen
kapasitif giirtiltiiler de ortadan kalkmis olur.

e Her iki kartin referans noktast VI test cihazinin ‘COM’ ucuna mikro test klipsi
yardimiyla sabitlenir. Resim 4’de cihaz ile birlikte hediye edilen mikro test klipsleri
goriilmektedir.

Resim 4. Mikro test kijpsleri.

e Entegreleri VI egrileri ile karsilastirmak icin elektronik kartta test referansi olarak
GND noktas1 almir. Digital elektronik malzemeleri test ederken GND (ground),
analog elektronik malzemeleri test ederken ise —Vcc (negatif besleme) veya AGND
referans olarak kullanilir. Elektronik Devrelerde Ariza Bulma ve Giderme Teknikleri 1
kitabimizdaki elektronik malzemeler konusu anlasildiginda, elektronik malzeme
pinoutlarina bakilarak, elektronik kart iizerinde GND ve —Vcc referans noktalari
kolayca bulunur. Ornegin, kutuplu kondansatdriin — bacagi, 7805 regiilatoriiniin metal
govdesi (TAB), 74xxx serisi dijital entegrenin 1 nolu bacagiin sonu gibi. Mikrotest
klipsi ile yan yana konulan iki arizali kartin GND referans noktasi, EFL VI Tester-
TFT cihazinin COM’ soketine irtibatlanir. Sekil 7.”de goriilmektedir.
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e Cihazin iki kanali da agilarak iki yatay ¢izginin ekrana gelmesi saglanir. A kanalina
takilan test probu ile soldaki karttaki bir entegrenin bir nolu pinine, B kanalina takilan
test probu ile sagdaki aynmi entegrenin bir nolu pinine dokunularak VI egrileri
karsilastirilmaya baglanir. CYCLE modu ile test yapilarak tim VI test kademelerinde
fark aranir. Sekil 7°de bu baglantilar goriilmektedir. Fark bulunana kadar tiim entegre
pinlerine dokunulur. Fark bulunan yer arizali malzemenin bulundugu yerdir. Sadece
bir test kademesinde de fark bulunuyor ise malzeme arizasi bulunmustur.

Sekil 7. Iki arizali kart: VI edirileri ile karsilastirarak ariza belirleme.

e iki ve ii¢ pinli; direng, kondansatdr, diyot, transistdr, mosfet gibi malzemeleri iki
kartta karsilastirma yaparken GND referansi irtibatlanmaz. Dogrudan malzeme
tizerlerine dokunularak test edilir. A, COM ve B soketine bagl proplar ¢ikarilir.
Kirmizi prop A soketine, Siyah prop ise COM soketine takilir. Soldaki kartta bulunan
bir diyodun iizerine kirmiz1 ve siyah proplar ile dogrudan dokunulur, ayn1 malzemeye
sonra sagdakinde de dokunulur. ikisinin de egrilerinin ayni oldugu gériiliir. CYCLE
modunda testlerin yapilmasi onerilir.

e Fark bulunan malzeme bacagi devre igerisinde bagka malzemelere de baghidir. Bu
noktaya bagli olan birka¢ malzeme devre digina alinarak VI egrileri ile kisa siirede test
edilebilirler. Bir diyotun bir bacagini kaldirmak da onu devre digina almaktir. Arizalh
bulunan malzemenin devre icerisinde ayni yoluna bagli olan diger malzemeleri de test
etmekte fayda vardir. Ayni yol iizerinde birka¢ malzeme zincirleme arizalanmis
olabilir. Egitim CD’sinde temel elektronik malzemelerin devre disinda VI testleri
anlatilmistir. EFL VI Tester cihazi ile gorsel sekilde anlatilmistir. Ayrica, konu ile
ilgili kitaplarimizda da detayli sekilde anlatilmistir. Devre disina alinan malzeme ne
olursa olsun VI testi ile saniyeler seviyesinde testi yapilabilmektedir. Sekil 8’de
karsilagtirma esnasinda bulunan bir fark goriilmektedir.
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Sekil 8. Elektronik kart karsiastirmasinda arizall  malzemenin
bulundudgu nokta.

e Eger farkin bulundugu noktadaki 3-5 malzemeyi devre disina almadan, tam olarak
arizali malzeme belirlenmek isteniyorsa, sunlar tavsiye edilebilir. Her iki karttaki
farkin bulundugu noktaya referans (COM) mikro test klipsi irtibatlanir. Bu noktaya
gore her iki kartta o noktaya bagli olan tiim malzemelerin diger bacaklarina
dokunularak VI egrileri karsilastirilir. En fazla VI egrisi farki gézlemlenen elektronik
malzeme devre digina alinir. Boylece arizali malzeme miimkiin oldugu kadar devre
icinde bulunmus olur. Unutulmamalidir ki, elektronik karttan minimum malzeme
sokerek (kart ile ¢ok az oynama yaparak) arizanin bulunmasi esastir.

e Test Oncesi clektronik kart iizerindeki tiim malzemeler taninmali, datasheetleri
bulunmalidir.

e VI karsilastirma isleminde sagdaki karttan bir malzeme sokiilmiis ise, isleme devam
etmeden soldaki ayn1 malzemenin de sokiilmesi gerekir. Aksi halde kartlar birebir aynm
olmayacaktir. Sagdan ve soldan sdkiilen malzemeler ayr1 malzeme kutularina konmali,
kutu iizerlerine kart numaras1 yazilmalhdar.

e Elektronik kart karsilastirilmasi esnasinda soldaki kartta Motorola firmasi {iretimi
74HC138 entegresi ve sagdaki kartta ise Dallas firmasi tiretimi 74HC138 entegresi
bulunmus olsun. Sagdaki kartta hep diizglin zener diyot VI egrileri goriildiigiind,
soldaki entegrede ise diizgiin diyot VI egrileri goriildiigiinii varsayalim. Bu bir ariza
degil, firma farklihgidir. Iki malzeme de saglamdir. Unutulmamalidir ki malzeme
arizasi (component defect) bir diizensizliktir ve asla birebir aym1 VI egrisi seklinde iki
bacakta da gozlemlenmez. Su yorum yapilabilir, datasheet ’ini bulamadigimiz bir
entegrenin bacaklarindan GND referansina gore VI egrileri olgiildiigiinde, ayni
egrilerden bagka bacaklarda da mutlaka bir tane daha goriiliiyor ise saglamdir. Tabii ki
bariz kisa devre veya acik devre olmasini istisna tutmak gerekir.

e Elektronik karsilagtirma esnasinda mutlaka esd bilekligin takili olmas1 gereklidir.

e Tiim elektronik kartlar birden fazla islevi yapan blok elektronik devrelerden meydana
gelir. Ornegin besleme kat1, motor siiriicii kati, kuvvetlendirme kat1, A/D déniistiiriicii
kat1, haberlesme kati vs. gibi. VI karsilastirma isleminde elektronik kartin sikayetine
gore arizanin oldugu devre blogunu belirleyerek testlere baglamak, arizali malzemeyi
belirlemeyi hizlandiracaktir. Ornegin arizali kart haberlesme yapamiyor ise,
haberlesme gorevini yapan blogun oldugu devre katindan testlere baslamak ariza
belirlemeyi hizlandiracaktir. Bu blok genellikle haberlesme soketine yakin olan
bloktur.

e Arzal elektronik kartta simetrik devreler varsa, karsilagtirma icin baska bir arizal
karta gerek kalmadan bu devre bloklar1 kendileri arasinda karsilastirma yapilabilirler.
Simetrik blok devreler ayni isi yapan birebir ayn1 malzeme gruplarindan olusan
devrelerdir. Ornegin 8 dahili aboneli bir santral ana kartinin, 2 nolu abone kism1 arizal
olsun. Abone blok devreleri birebir ayni1 blok devrelerdir. Kanal blok devreleri
hepsinde ayni oldugundan, yanindaki diger saglam bir blok devre kanali ile
kargilagtirma yapilarak kolayca arizali malzeme bulunabilir. Elektronik kar iizerinde
hangi kanalin arizali oldugu sistem bilgisine sahip teknik personelden alinan yardimla
belirlenmelidir. Simetrik devre bloklart genellikle elektronik kartlarin  biiytik
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cogunlugunda mevcuttur. VI egrilerinde hep karsilastirma metodu kullanildig: siirece
ariza kolayca bulunacaktir.

Uzerinde simetrik devreleri olmayan sadece tek arizali kart {izerinde arizali malzemeyi
bulmak tecriibe istemektedir. VI egrileri ile ariza belirlemeye yeni baslayan teknik arkadaslara
baslangigta 5-10 adet elektronik kart1 karsilastirarak ariza belirleyip, bagsarmalarini tavsiye
ederiz. Hem kendilerine giivenleri artacak, hem de elektronik malzemelerin devre igerisindeki
egrilerine asina olacaklardir. Devre icerisinde malzemeler birden fazla malzeme ile irtibatlari
oldugundan, devre disindaki gibi diizgiin egriler gostermezler. Tek kartta ariza bulma
esnasinda siiphelenilen elektronik malzeme sokiilerek devre disina alinmalidir. Tek kartta VI
egrilerinde su tlir egriler aranabilir; bariz acik devre, kisa devre, direng sekline gelmis,
kivrimlart biikiilmeleri yuvarlak olan, koseli olmayan egriler siiphelidir. Sekil 9’da bu
egrilerden bazilar goriilmektedir. Devre disinda ise malzemenin empedans egri testi saniyeler
seviyesinde yapilmaktadir.

1=

|

Sekil 9. Elektronik kart karsilastirmasinda bulunan bazi arizali VI egrilers.

Entegre bacaklarinda genellikle; diyot ve zener diyot VI formunda egriler goriiliir. Yukaridaki
egriler gozlemlenmis veya kisa devre, agik devre, direng egrisi goriilmiis ise malzeme
arizalidir.

SMD malzemeler teknolojileri ve dayaniklili§1 daha hassas olduklarindan, VI egrileri testinde
daha belirgin arizalar1 goriilebilmektedir. Yani bozulma sekli eski nesil (dip) kilifindaki
malzemelere gore daha bariz belirgindir. Ornegin DIP kilif tipindeki bir entegre bacaginda VI
egrisinde kiiciik bir yamulma gozlemlerken, SOIC kilif yapisindaki ayni entegre bacaginda
kisa devre VI egrisi gbzlemlenebilir.
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5. Elektronik Bazi Malzemelerin Saglam Empedans Egrileri
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LoaIc Low LoaIc Low
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Notlar;

Bu malzeme egrileri SMD (ylizey montajli) malzemeler i¢in de aynen gegerlidir. SMD
malzemelerin isimleri genellikle kodlu (code mark) yazilmistir. Bu malzemeleri dogru
tanimlanmaniz i¢in cihaz ile birlikte verilen ‘Egitim CD’ icerigindeki ‘SMD KOD Kitaplar1
‘n1 kullaniniz.
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6.

Bazi Arizali Malzeme Empedans Egrileri

Elektronik malzeme arizalanmalarinda VI egrileri asagidaki sekillerde goriildiigii gibi
meydana gelir. Kisa devre ve acik devre seklinde de meydana gelebilir. Sekil 10.’da
goriilmektedir. Bu ariza egrileri; diyot, transistor, mosfet gibi 2-3 pinli malzemelerde oldukc¢a
sik goriildiigl gibi, analog veya dijital entegre pinlerinde de goriiliir. Entegre testlerinde
anlatildig1 gibi, dijital entegrelerde GND, analog entegrelerde —Vcc referans alinmalidir.

J | |z

A=

|
a

Sekil 10. Bazi arizali elektronik malzeme VI egrilery,

Konu ile ilgili onerilen kaynaklar:

1.

Cihaz ile birlikte verilen egitim CD’sini inceleyiniz. Videolar1 izlerken siz de ayni
uygulamalarn birlikte yapiniz.

Kitap; Elektronikte Ariza Bulma ve Giderme Teknikleri-1, Yazar Onder SISER (Elk-
Elektronik Yiik.Miih.)

Kitap; Elektronikte Ariza Bulma ve Giderme Teknikleri-2, Yazar Onder SISER (Elk-
Elektronik Yiik.Miih.)

Web; https://reelektronik.com/category/makalelerimiz/ RE Elektronik web
sayfasindaki bilgi paylagimlarinin tamamau.

https://www.youtube.com/user/ondersiser kanalindaki ariza bulma ve giderme
videolarinin tamamini eksiksiz izleyiniz.
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